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Lom vrstvou wolframkarbidu

Pokud zachytime snimek sloupcovité struktury u lomu vrstvy nejen pomoci sekundarnich
elektrond, ale i pomoci zpétné odrazenych elektronti, zjistime, Zze material vrstvy je odliSny
od materialu podkladu.
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Z jakych prvka je tedy vrstva sloZzena? Na tuto otazku odpovi energiové-disperzni
spektroskopie. Podivejme se nejprve na spektrum (vlevo) a pak na mapu prvkového slozeni
(vpravo).
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Vrstva byla deponovéana na kiemikovy water (zobrazen tmavé modrou barvou). Depozice
probiha metodou magnetronového napraSovani. Zacfind se tenkou vrstvickou wolframu,
postupné je pak pfipoustén acetylen jako zdroj uhliku, aby se wolfram zménil ve
wolframkarbid, coz je velmi tvrdy material. Na povrchu wolframkarbidu je tenoucka
vrstvicka uhliku. Pahorek, ktery ¢ni nad vrstvu, je takzvany vriistek - misto, kde na podkladu
byla necistota, naptiklad zrnko prachu, a na ni se tedy deponovala vrstva vy¢nivajici nad své
okoli. Kyslik, nepfitel vSech vrstev, se hromadi v okoli vristku.



3D a 2D struktury na povrchu vrstvy

Vrstva zobrazend na posteru vypada velmi esteticky,

ale dalsi, nejen esteticky, bonus ziskdme, pokud si nechame vykreslit rozloZeni prvka v plose:
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TéZko fict, kde kon¢i hranice fyziky a za¢ina Cisté uméni:




Studentské tenkeé vrstvy - sam si deponuji, sam si analyzuji

V ramci predmétu Experimentalni metody si studenti nadeponuji metodou magnetronového
naprasovani vlastni vrstvy a pak zkoumaji, jak se jim povedlo splnit zadani.

Ugastnici kurzu méli za tikol deponovat st¥idavé
stonanometrové wolframové a hlinikové vrstvy na
kifemikovy wafer (monokrystal nafezany asi na pul
milimetrové desticky, pouzivd se obvykle pro
vyrobu mikro€ipti). Tento podklad se dobie lame, a
proto lze ziskanou vrstvu pozorovat v lomu, urcit
jeji tloustku a chemické slozeni. Vysledky jsou na
obrazcich.
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Autor vrstev mtize byt spokojen, depozice se
mu povedla jak ve spravném poradi, tak ve
spravné tloust’ce. Technika linescanu nam
umoziuje vykreslit zéavislost prvkového
sloZeni na vybraném sméru. Pfi takto tenkych
vrstvach  je  vSak jeji  vysledek spise
kvalitativni nez kvantitativni.
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